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摘要(译)

一种感测光纤尖端温度的系统和方法，包括将荧光材料块定位在光纤尖
端附近的步骤，通过光学连接到光纤尖端的至少一根光纤提供波长在第
一预定范围内的光学刺激。光纤尖端，其中产生具有在距荧光块的第二
预定范围内的波长的所需光学荧光响应，检测代表光学刺激的信号，检
测代表光学荧光响应的信号，数字处理光学刺激信号光学荧光响应信号
用于确定它们之间的相位差，并根据相位差计算光纤尖端的温度。光学
刺激信号和光学荧光响应信号之间的相位差可以直接或间接地根据参考
信号和光学刺激信号之间的相位差以及参考信号和光学荧光响应信号之
间的相位差来确定。 。
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